ideal yogunluk profili ahsap esash kaliteli
levhalarin liretiminde esastir. Kalite glivencesi
yani sira, biyiik ebatlama nedeniyle yiikselen
maliyet artisi 6nlenebilir.

DENSE-LAB X kullanimi sayesinde bir board
orneginin bir ylzeyden, diger bir yluzeye dikey
yodunlugu ozellikleri 8lgulebilir. Ornegin, 50 x
50mm [2 x 2"] ebatlarindaki 6rnekler. Bdylece
taranan numuneler, istenilen yogunluk profilini
olusturur.

Profil Sistemleri Yogunluk teknolojisini anlamak i¢in kilit nokta laboratuvarlar: Onlar hem benzer
hem de benzer degildir.

Bugtin, neredeyse tiumu Laboratuvar analizatérleri ayni teknolojiyi kullanirlar ki bu réntgen teknolojisidir.
Ayrica kullanilan dl¢cim prensibi de aynidir. DENSE-LAB X 'i piyasadaki diger cihazlardan farkli kilan
Ozellikler nelerdir? Cevap: Dusuk x-ray enerjisi, X-1sini tipundn uzun kullanim dmri ve kullanim kolayligi.

Dikkate alinmasi gereken bir nokta da, DENSE-LAB X bir¢cok enstitli, Giniversite ve Ar-Ge laboratuarlari ve
bu kurumlardaki bilim adamlari ve birgok 6grenci tarafindan kullanim igin tercih edilen, uzun yillar boyunca
cok faydaliligi kanitlanmisg bir Granddr.

Yogunluk profilinin énemi gerekli mukavemet degerleri elde etmek, odun ve tutkal kullanimini en aza
indirmek ve enerji ihtiyacini azalttigi igin bitmis panelin son kullanicisi tarafindan takdir edilebilir. Profil pres
grafigi ile gelistirildigi icin, hedeflenen yogunluk profili, MDF Uretiminde &ézellikle 6nemlidir. Normal olarak,
ylzey tabakasinda gerekli olan en yuksek yogunluk, sicak preste ¢ok yiksek bir baglangi¢c basinci ile
gerceklestiriimektedir. Daha sonra, basing serbest birakildiginda, basing altinda bu bdlgenin yogunlugunun
azaltilmasi ile, i1s1 gekirdek tabakaya daha uzun bir zaman periyodu boyunca niifuz eder. Yizey tabakasinin
blyUklUgu ve zimpara seviyesinin saptanmasi énemli bir siire¢ parametreleridir. Bu degerler bitmis zimpara
board'un ortalama yodunlugun tahmini hesaplanmasini saglar. Cekirdek yogunlugu cok yiksekse, panel
cok agir hale gelecektir. Cekirdek icersinde ani yogunluk dismelerinden kaciniimahdir.

Ortalama degerler kontrol edilebilir. Cesitli profil érnekleri Uslster fonksiyonlarla mukayese edilebilir.
Detaylar zoom fonksiyonlari ile analiz edilebilir. Gegmis dosyalarin daha ileri bir tarihte analizini saglar.
Sonug olarak; yogunluk profili laboratuvar sistemi bir online yogunluk profili slgme aleti (steno) kalibrasyonu
icintek aractir.
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Teknik Degerler Degerlendirme
Teknoloiji: x-ray .
Anot akimi: 0.2mA * Ortalama yogunluk
Ylksek voltaj: 50kV ®* Maksimum ve minimum degerler
X-ray gucd: —  10W * Ortalama degerler
(aktif sogutma gerekli degildir) o
Olgtim arahd: 1.500kg/m*a kadar * Zimpara kademesinin konumu
[941bs/ft] (> talep durumundaya kadar ~ ® Yakinlastirma fonksiyonu ile detayl analiz
Co6zUunurlk: 10 - 100pm o

Profillerin kiyaslanmasi

[0,00039 - 0,00397] ® Uzun siireli gegcmis degerler

Kademeli ilerleme

siresi: 0.03 - 1.0mm/s Uzaktan Kontrol
Numune tutma: maksimum 10 numune "EWS Online Destek" ile Uzaktan Kumanda
(220mm [8.7"] toplam kalinliga kadar)
Olgler: 804 x 705 x 240mm Aksesuarlar
(GxDxY)

Gorsellestirme * Tarti- DENSE-LAB X'e direk veri transferi
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1. Numune no.
2. Referans no.
3. Referans profili Numune tutma
4. Olgiulen yogunluk profili
5. Veri yorumlama tablosu

Diger 6zellikler Faydalari

»-Run-in Mode* X-ray tipin émrind uzatir

(Sistem baslangicinda voltaj yavas yukselir)

Ust ve orta tabakay: farkli ¢éziinirliikte dlger Orta tabakayi 6lgme hizini arttirabildigi igin daha
hizli 8lgim
Referans profillerin biriktiriimesi Batln olctimlerin referans profiller

kiyaslanabilmesi

Zimpara sonrasi panel kalinhigini yazarak panelin | Kalite glivencesi
ortalam yogunlugunu hesaplama

YouTube: DENSE-LAB X
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